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摘要(译)

一种制造显示器的方法，包括在显示区域中提供具有多个控制电极的显
示基板;响应于控制器定位多个小芯片以向控制电极提供电流，每个小芯
片具有单独的基板，至少一个像素连接焊盘电连接到控制电极，并且小
芯片中形成的一个或多个测试光发射器响应于控制电极上提供的电流发
光;控制小芯片以使电流通过小芯片中形成的一个或多个测试光发射器以
发光;检测测试光发射器发出的光，以确定有缺陷的小芯片或小芯片互连;
更换或修理有缺陷的小芯片或小芯片互连;在连接到控制电极的显示区域
中，在基板上形成有机发光二极管。
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